
ABSTRAK 

Pada abad milenium ini perkemb111J880 tekoologi smgat cepat, kbususnya 
dalam bidq eleklrooika, baik komputer, telekomunikasi dan lain seb88llinYa 
Peralalao eleklronika tersebut kebanyakan sudah rneiJ88IIIIllbn tekoologi digital, bal 
ini dikarenakan pengonlrolan alat akan lebih an1dah Masalah yang terjadi dengan 
peralalao eleklronika yang IJlei!Mimakan digital adalah saat mengalami kerusakan, 
karena sebagaian besar komponen yang diglmakan berupalntegrated Circuit (IC). 
Tidak senma orang dapat memperbaiki peralalao yang banyak tne1J881makan 
komponen IC, sehingga dibutubkan tenaga abli uoluk menganalisa dan memperbaiki 
serta di dukung dengan peralalao yang dapat menguji tiap komponen IC yang rusak 
tersebut. 

Dari masalah tersebut diatas, dalam 11J81111 akbir ini direncanakan suatu alat 
yang dapat digJmakan uoluk menguji tiap komponen IC, apakah IC tersebut dalam 
kondisi baik atau rusak, kbususnya IC gerbang TIL atau CMOS dengan 
rneiJ88IIIIllbn baotwm komputer mM PC sebagai pemroses data masukan dan sistem 
database uoluk menganalisianya 

Peralalao yang telah siap dig1makan dalam pengujian komponen IC, 
dihubur'8kan dengan komputer serta dijalankan program uoluk menganalisis maka 
komputer akan memperoleh data dari basil IC yang diuji dan dibandingkan dengan 
database yang ada, sehingga diperoleh basil akbir IC tersebut dalam kondisi baik 
ataurusak. 
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